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ポイントクラウド

3Dフェーズ計測用光学アダプタ

視野方向 （DOV） 表示色
視野角
（FOV）＊

観察深度 
（DOF）

型式 
（φ6.1 mmプローブ用）

直視 黒　　　 105˚ 8～250 mm XL4TM61105FG

側視 青　　　 105˚ 7～250 mm XL4TM61105SG

＊ FOVは対角線上での仕様です。

3Dフェーズ計測専用プローブおよび光学アダプタは既存のXLG3本体にご使用いただけます。場合により本体のアップグレードが必要です。
本体の仕様はXLG3のカタログをご参照ください。
3Dフェーズ計測専用プローブおよび光学アダプタはXLG3のオプション品です。

従来の計測機能との比較
計測の種類 3Dフェーズ計測 シャドー計測 ステレオ計測 比較計測

長さ／距離

深度

ポイントから線

斜め

面積

複数点の合計距離

サークルゲージ

ブレードクリアランス

プロファイルビュー

3倍拡大モードによる基準点設定

画像ごとに5種類の計測が可能

3Dフェーズ計測は、位相シフト法により立体部位の3D計測を実現し、これまで平面に限られていた工業用内視鏡
計測の可能性を広げます。従来のシャドー計測、ステレオ計測に比べ特に深さ計測の精度が高く、タービンブレー
ドクリアランスなど、従来工業用内視鏡では困難であった計測も可能となりました。

3Dフェーズ計測の主な特長
• 簡単操作で高精度計測を実現

• タービンブレードクリアランス、くぼみ、配管溶接部の計測が可能

•  光学アダプタを交換する必要がなく、静止画撮影後すぐに計測が可能

• 深さを色で表現するカラーマップ、深さを点群で表現するポイントクラウドなど
これまでにない表示ビューを実現

• フルスクリーン表示で計測が可能

• 光学アダプタから対象物までの距離をリアルタイムで表示

• 深さプロファイルビューでは最深点を自動認識

• 計測不可範囲を赤色で表示し、誤測定を回避

タービンブレードクリアランス計測
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